Formavimo temperatiiros jtaka amorfiniy anglies danguy struktiirai

The effect of synthesis temperature on the structure of amorphous carbon coatings
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Pastaraisiais metais amorfinés anglies dangos
sulauké didelio mokslininky susidoméjimo dél savo
iSskirtiniy savybiy. Priklausomai nuo to, kokie anglies
ry$iai, C=C sp? ar C-C sp® vyrauja dangose, dangy
savybés bei taikymas gali kisti labai pladiose ribose [1].
Temperattira yra vienas i§ svarbiausiy veiksniy, kuri
sukelia fazinius virsmus amorfinése anglies dangose, t.y.
sp®rySiy virsmg j sp? [2]. Valdant proceso temperatiira,
dangy augimo metu, galima gana placiame intervale
keisti sp® ir sp? rySiy koncentracijg, vandenilio kiekj
dangose ir gauti norimy savybiy amorfines anglies
dangas [1-3]. Pagrindinis darbo tikslas buvo suformuoti
amorfines anglies dangas ir nustatyti formavimo
temperatiros jtaka dangy pavirSiaus morfologijai,
elementinei sudéciai bei vyraujantiems rySiams.

Dangy auginimas buvo atliktas auksto daznio (13,56
MHz) indukcinio tipo reaktoriuje, sukonstruoto
pramoninio jrenginio YBH-72M-2 pagrindu. Anglies
dangos buvo formuojamos ant n tipo, (100) orientacijos
silicio padékly ant kuriy buvo suformuotas nanometrinis
nikelio sluoksnis. Dangy sintezei naudota acetileno dujy
plazma (32,5-53,1 ml/min). Dangos buvo auginamos 90
S, palaikant 300 V priesjtampi ir 60—70 Pa slégi. Dangos
buvo formuojamos ant padékly jkaitinty iki 300-550 °C
temperaturos.

Suformuoty dangy pavirSius buvo tirtas naudojantis
Hitachi S-3400N skenuojanciu elektroniniu mikroskopu
(SEM) bei Microtestmachines Co. firmos atominiy jégy
mikroskopu NT—206 (AFM). Dangy elementinés sudétis
buvo nustatyta Bruker X FLASH QUAD 5040
Rentgeno spinduliy energijos dispersijos spektroskopu
(EDS). Dangy struktiiros pokyéiai tirti Renishaw
InVia90V727 mikro—-Ramano spektrometru (RS).
Matavimai buvo atlikti naudojant 514 nm, 633 nm ir
785 nm zadinancias lazerines spinduliuotes.

PavirSiaus morfologijos tyrimai parodé, kad dangos
suformuotos 300 — 400 °C temperatiiroje yra tolygios ir
ju vidutinis Siurkstis (R,) siekia iki 2 nm (1 pav. a). 500
°C temperatiiroje ant padéklo susiformuoja tolygiai
pasiskirs¢iusios submikroninés salelés, o dangos
SiurksStis iSauga iki ~5 nm (1 pav. b). Padidinus
temperaturg iki 550 °C saleliy matmenys mazéja, kas
lemia pavirSiaus Siurks¢io sumazéjima iki ~3 nm.

Kadangi suformuotos anglies dangos buvo plonos
(~100 nm), atliekant elementinés sudéties analize¢, EDS
spektruose be anglies ir deguonies buvo uzfiksuotas dél
padéklo atsirades silicio ir nikelio signalas. Didinant
formavimo temperatiirag nuo 300 °C iki 550 °C dangose
sumazéja deguonies koncentracija. Nustatyta, kad

anglies ir deguonies atominiy koncentracijy santykis
padidéja beveik 10 karty (ty. nuo 3,8 iki 36,0),
padidinus temperatiirg nuo 300 iki 550 °C.
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1 pav. Anglies dangy pavir$iaus vaizdai: a) 300 °C ir
b) 500 °C.

Didinant padéklo temperatiira, G smailés pusplotis
sumazéja nuo 173 cm™ iki 48 cm™, D smailé slenkasi j
mazesniy verciy sritj (i 1348 cm™ j 1336 cm™), 0 G
smailé j didesniy (i§ 1584 cm™j 1603 cm™). Tai rodo,
kad dangose mazéja polimerinés fazés koncentracija,
didéja sp? rysiy kiekis ir anglies struktiiry tvarkingumo
laipsnis [1]. RS tyrimy rezultatai rodo, kad suformuotos
dangos, priklausomai nuo padéklo temperatiiros yra
dviejy rasiy. 300-350 °C temperatiirose buvo gautos
polimerinés ir grafitinés anglies miSinio dangos, kuriose
vyrauja C=C sp? ir CHx rySiai. Esant formavimo
temperattirai > 400 °C yra gaunamos
mikro-nanokristalinio grafito anglies dangos.

Reiksminiai Zodziai: anglis, nanokristalinis grafitas,
mikro—Ramano spektroskopija, temperatiira.
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